NOTATNIK KONSTRUKTORA

Testowanie diod LED

z uzyciem LabVIEW

Badanie duzych matryc zbudowanych z diod LED za pomocq
klasycznych narzedzi pomiarowych nie jest wygodne ze wzgledu
na trudnos¢ automatyzacji tego procesu. Aby usprawni¢ procedure
pomiarowq, konieczne jest zastosowanie narzedzi, ktére umozliwilyby
wykonywanie kompletnych testéw wielu diod, niemal bez udziatu
operatora. W artykule przedstawiono przyklad takiego systemu
opartego na platformie sprzetowej PXI i oprogramowaniu LabVIEW.
Stworzona aplikacja umozliwia badanie napie¢ i prqdow diod
LED zaréwno przy polaryzacji przewodzenia, jak i zaporowej.

Co wiecej, dzieki pneumatycznie sterowanej glowicy czujnika
optycznego, umozliwia pomiar jasnosci wszystkich poszczegdlnych

Budowa zlozonych systeméw pomiaro-
wych z uzyciem klasycznej aparatury wyma-
ga laczenia ze sobg wielu niezaleznych i nie-
koniecznie kompatybilnych instrumentéw
tradycyjnych. W przypadku, gdy na rynku
nie ma dostepnego urzadzenia, ktére byloby
idealnie dopasowane zestawem funkcji do
projektowanej aplikacji, projektanci moga
pokusi¢ sie o zaprojektowanie wilasnych ply-
tek drukowanych, stuzacych jako dodatkowe
bloki pomiarowe. Niestety, jest to nie tylko
trudne, ale i kosztowne. Co wigcej, caly ze-
staw takich urzadzen zajmuje bardzo duzo
miejsca. Pojawiajg sie tez problemy natury
programistycznej. Nierzadko konieczne jest
utworzenie wlasnych sterownikéw, co ma
miejsce zwlaszcza w przypadku starszej apa-
ratury. W efekcie, budowanie od podstaw
zaawansowanego systemu pomiarowego
z takich komponentéw jest bardzo praco-
chlonne.

Alternatywa dla opisanego powyzej
podejscia jest skorzystanie z nowoczesnej,
modulowej aparatury pomiarowej w stan-
dardzie PXI firmy National Instruments.
Problemy dotyczace oprogramowania moz-
na wtedy tatwo rozwiagzaé¢ stosujgc latwe
w obstudze $rodowisko graficzne LabVIEW,
ktére zawiera wszystkie sterowniki potrzeb-
ne do uruchomienia systemu pomiarowego
skladajgcego sie z modutéw PXI. W przy-
padku opisanej aplikacji do pomiaru pa-
rametré6w diod LED, zastosowanie znajda:
zasilacz programowalny, multimetr cyfrowy
(DMM - Digital MultiMeter), multiplekser,
modul wejsé i wyjsé cyfrowych (DIO - Digi-
tal Inputs and Outputs) oraz kontroler nad-
zorujacy prace calego systemu i wykonu-
jacy obliczenia. Zbudowany w ten sposéb
zestaw pomiarowy pozwoli nie tylko testo-
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diod w matrycy.

wac typowe diody LED, ale takze podobne
elementy, takie jak nadajniki fal podczerwo-
nych i transoptory.

Podstawowe pomiary

Podstawowa konfiguracja stosowana do
pomiaru parametréw pojedynczych diod
LED lub urzadzen je zawierajacych zostala
przedstawiona na rysunku 1. Badany obiekt
(DUT - Device Under Test) zostal pokazany po
lewej stronie, podczas gdy po prawej umiesz-
czono ukltad odpowiadajacy za detekcje i po-
miar $wiatta, ktérego gléwnym elementem
jest kula catkujgca. W celu pomiaru napiecia
przewodzenia diody do jej elektrod (lub na
wejscie urzadzenia, do ktérego jest podlaczo-
na) jest podawany okreslony prad, plynacy
zgodnie z polaryzacja LED. Za pomoca karty
multimetru cyfrowego jest mierzone napiecie
na zaciskach DUT. Jednocze$nie jest mierzo-
ny prad powstajacy w obwodzie detektora, co
po przemnozeniu przez odpowiednie wspdl-
czynniki kalibracyjne, pozwala okresli¢ na-
tezenie promieniowania emitowanego przez
diode. Nastepnie, w celu pomiaru pradu prze-
wodzenia diody, na zaciski DUT podawane
jest okreslone, napiecie dodatnie.

Aby zmierzy¢ parametry diody przy pola-
ryzacji zaporowej, powtarza si¢ pomiary po-
dajac na zaciski badanego urzadzenia kolejno:
przeciwnie plyngcy prad oraz ujemne napie-
cie. Jesli w badanym urzadzeniu jest wiele

Dodatkowe informacje:
National Instruments Poland Sp. z o.0.
Salzburg Center, ul. Gréjecka 5,
02-025 Warszawa
tel.: 22 328 90 10, faks: 22 331 96 40
ni.poland@ni.com, http://poland.ni.com
Infolinia: 00 800 361 1235
Wsparcie techniczne: techsupport@ni.com
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Rysunek 2. System pomiarowy stuzacy do

testowania diod LED, zbudowany w opar-
ciu o typowe urzadzenia

LED-6w, ktére nalezy oddzielnie przebadac,
cala opisana dotad procedura pomiarowa po-
wtarzana jest dla kazdej diody lub grupy diod.

W najprostszej aplikacji, detektor §wia-
tla kalibruje sig tak, by jak najdokladniej byt
w stanie mierzy¢ $wiatto diod uzytych w ba-
danym urzadzeniu. W bardziej zaawansowa-
nych systemach pomiarowych mozna uzy¢
dodatkowych spektrometréw, ktére mierzy-
lyby takze inne parametry LED-6w, takie jak
np. dominujaca dlugo$¢ emitowane;j fali.

Wybrany sprzet

Decydujac sig na zastosowanie typowej
aparatury pomiarowej, konieczne byltoby za-
kupienie programowalnego zasilacza, mul-
timetréw cyfrowych i multiplekseréw, a na-
stepnie podlaczenie ich do komputera PC lub
innego kontrolera za pomoca szyny GPIB lub
RS232, jak pokazano na rysunku 2. Zamiast
tego korzystniej jest wybra¢ konfiguracje po-
kazang na rysunku 3, oparta na platformie
NI PXIL.

Zamiast stosowania oddzielnego kom-
putera PC jako kontrolera, warto zastoso-
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Rysunek 1. Schemat ideowy pomiaru pojedynczego uktadu z diodg LED
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Testowanie diod LED z uzyciem LabVIEW
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Rysunek 3. System pomiarowy stuzacy do
testowania diod LED, zbudowany z mo-
dutéw PXI i oprogramowany za pomoca
LabVIEW

wa¢ tani, modulowy kontroler NI PXI-8101.
Za zasilacz moze postuzy¢ programowalna
jednostka SMU (Source Measure Unit) NI
PXI-4130, ktéra dostarcza napiecie do 20 V
prad o natezeniu do 1 A pradu. Przelgczanie
wysterowanych kanaléw mozna zrealizowac
przy uzyciu niskonapieciowego multiplek-
sera NI PXI-2503; w odpowiedniej dla tej
aplikacji konfiguracji moze on obstuzy¢ 12
kanaléw 4-przewodowych.

Do oceny jasnosci diod najlepiej jest
uzy¢ multimetr cyfrowy NI PXI-4065. Po-
zwala on na pomiar prgdu w obwodzie fo-
todetektora z precyzjg 6,5 cyfry. Polozeniem
fotodetektora mozna natomiast sterowac
uzywajac pneumatycznych silownikéw kon-
trolowanych za pomocg modutu przemysto-
wych wejs¢ i wyjé¢ cyfrowych, w postaci
karty PXI-6515.

Tak zestawiony sprzet ma liczne zalety,
w poréwnaniu do systemu zbudowanego
z niezaleznych urzadzen:

* jest tafszy i mniejszy, ze wzgledu na
wspdlne elementy: obudowe, szyne da-
nych i gléwny procesor,

* pozwala na szybsze wykonywanie po-
miar6w dzieki bardzo szybkiemu inter-
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Fotografia 5. Gotowy system pomiarowy

fejsowi pomigdzy modutami i jednostkg
obliczeniowa,

» pozwala latwo dostosowywacé funkcje do
potrzeb uzytkownika, gdyz sa one defi-
niowane programowo.

Schemat blokowy zestawu stworzonego
z moduléw PXI do pomiaru LED-6w zostal
przedstawiony na rysunku 4. Wszystkie po-
trzebne bloki mieszcza sie w pojedynczej
obudowie PXI, dzieki czemu zajmujg bar-
dzo malo miejsca, podczas gdy wydajnosé
i dokladnoéc¢ ich dzialania znajduja sie na
bardzo wysokim poziomie. Zmontowany
zestaw widaé na fotografii 5.

Oprogramowanie
Dzigki
bVIEW nie ma potrzeby tworzenia zadnych

uzyciu oprogramowania La-

dodatkowych sterownikéw — wszystkie do-
starczone sa przez firme National Instru-
ments. Co wiecej, programowanie procesu
pomiarowego jest bardzo tatwe. Graficzne
srodowisko programistyczne sprawia, ze de-
finiowanie zadan i procedur sprowadza sig
do przeciagania ikon na ekranie i tgczeniu
ich ze sobg liniami reprezentujgcymi prze-
wody. Nie ma potrzeby pamietania zlozonej
skladni jezyka programowania, ktéra po-
trzebna by byla w wypadku programowania
aparatury pomiarowej w tradycyjny sposob
tj. za pomocg jezykéw tekstowych.
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Rysunek 4. Schemat blokowy systemu pomiarowego diod LED zbudowanego przy uzy-
ciu platformy PXI i oprogramowania LabVIEW firmy National Instruments
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Rysunek 6. Graficzny interfejs uzytkowni-
ka gotowego systemu pomiarowego

Na rysunku 6 wida¢ interfejs uzytkow-
nika gotowego systemu pomiarowego. Po-
dzielono go na trzy obszary: sterowania,
ustawienn i podgladu wyjsé. Prezentowane
sg nie tylko uzyskane wyniki, ale tez infor-
macje o przebiegu i stanie zaawansowania
procesu pomiarowego. Rezultaty wyswietla-
ne sg w postaci tabelarycznej, wraz z kry-
teriami pozwalajagcymi oceni¢ poprawnos$é
dziatania danej diody LED lub bloku LE-
D-6w oraz czasem wykonania testu. Rzedy
w tabeli odpowiadajace LED-om, ktére nie-
pomyslnie przeszly testy, sa automatycznie
zaznaczane na czerwono, podczas gdy rze-
dy reprezentujace diody dziatajace spraw-
nie - na czarno. Ponadto, wszystkie wyniki
pomiaréw sg automatycznie zapisywane do
pliku w formacie .csv. OczywiScie, wszyst-
kie warto$éci graniczne, opéZnienia, mnoz-
niki i inne parametry moga by¢ swobodnie
definiowane przez uzytkownika w obszarze
ustawien.

Podsumowanie

Sprzet i oprogramowanie oferowane
przez firme National Instruments pozwala
szybko i latwo opracowaé¢ wielokanatowy
system pomiaru diod LED. Liczne zalety
LabVIEW znacznie skracajg czas tworzenia
aplikacji. Bardzo latwy jest bowiem montaz
sprzetu - wystarczy jedynie wsungé moduty
PXI do obudowy i skonfigurowac je za po-
moca oprogramowania NI Measurement &
Automation Explorer (w skrécie: MAX). Pro-
ces programowania réwniez jest zdecydo-
wanie mniej praco- i czasochlonny niz przy
korzystaniu z jezykéw tekstowych. Warto
tez dodac¢, ze debugowanie i wprowadzanie
ewentualnych modyfikacji w gotowej apli-
kacji jest znacznie latwiejsze przy uzyciu
LabVIEW. Stworzony kod jest bardzo czy-
telny i zrozumialy. W efekcie, skorzystanie
z LabVIEW pozwala zaoszczedzi¢ nie tylko
pieniadze, ale i czas potrzebny na stworze-
nie aplikacji.

Marcin Karbowniczek, EP

Artykul powstal we wspdlpracy z firmq
National Instruments, na podstawie opraco-

wania Carlo Philipa Abuana z firmy Global
Inventive Technologies Int’l Inc.
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